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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure —
Essais d'immunité aux creux de tension,
coupures bréves et variations de tension

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une orgamsatln
composee de Iensemble des comltes electrotechnlques nationaux (Comit®

ondialeN\ de\ normalisation

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'étude S
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations i i s, ~Ngouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égaleprent aux . El/collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), itions f| ées par accord entre les
deux organisations.

3) Les documents produits se présentent sous N € vdations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques 9 ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

nationales et reglonale .
correspondante doit étr

5) La CEIl n’a fixé auewne
n’est pas engag
6) L’attention est attirée Su
I'objet de droits de

Elle constitue ie 4211 de la CEI 61000. Cette norme a le statut de publication fonda-
mentale de CE mément au Guide 107 de la CEl.

La présente version consolidée de la CEl 61000-4-11 est issue de la premiére édition (1994)
[documents 77B(BC)17 et 77B(BC)20] et de son amendement 1 (2000) [documents
77B/291+293/FDIS et 77B/298+300/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
’amendement 1.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-11: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and
voltage variations immunity tests

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organlzatl fox s

andardization comprising
aII nat|ona| electrotechnlcal commlttees (IEC Natlonal Commlttees) T i

participate in this preparatory work. International, ental organizations liaising
with the IEC also participate in thls preparation. The ith the International

two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on ;
international consensus of opinion on the v b8 i pchnigal committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of reco 9 Qri ratignal use and are published in the form
of standards, technical specifications, ides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

indicated in the latter.

5) The IEC provides np ma
equipment decl
6) Attention is drawn 16

of patent rights. The

000. It has the status of a Basic EMC Publication in accordance
with IEC Guide 107.

This consolidated version of IEC 61000-4-11 is based on the first edition (1994) [documents
77B(CO)17 and 77B(C0O)20] and its amendment 1 (2000) [documents 77B/291+293/FDIS
and 77B/298+300/RVD].

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2002. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@C@
S
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The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2002. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@C@
S
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INTRODUCTION

La présente section de la partie 4 appartient a la série des normes CEI 61000, Compatibilité
électromagnétique (CEM), selon la structure suivante:
Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne gsponsabilité des

comités de produit)

Partie 4: Techniques d'essais et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Directives d'installation et d'attényation
Directives d'installatiop

Partie 9: Divers
Chaque partie es‘::e divise 3 sections qui seront publiées soit comme normes

internationales, sojt s 2 § cefiniques.
Ces normes g aront publiés selon un ordre chronologique et numérotés de la
méme fagon.

procédures d'es glatives aux creux de tension, coupures bréves et variations de tension.
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INTRODUCTION

This section of part 4 belongs to the IEC 61000 series, Electromagnetic compatibility (EMC),
according to the following structure:
Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment

Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall
committees)

Part 4: Testing and measurement teckhiques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and miti

Installation guidelings

Mitigation methods

Part 9: Miscella

Each part is furthé i tions which are to be published either as international
These s ¢ will be published in chronological order and numbered

This part is an i ational standard which gives immunity requirements and test procedures
related to voltage dips, short interruptions and voltage variations.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure —
Essais d'immunité aux creux de tension,
coupures bréeves et variations de tension

1 Domaine d'application

La présente section de la CElI 61000-4 a pour but de définir les méthodes d'essai d'immunité
et les gammes des niveaux d'essais conseillées pour les matériels “¢lectriques et
électroniques connectés aux réseaux basse tension, en ce qui concerng i
les coupures bréves et les variations de tension.

La norme s'applique a des matériels électriques et
d'alimentation assigné ne dépasse pas 16 A par phase.

qui y est faite, constitue

Au moment de la publi¢atio
est sujet a rews@
CEI 61000-4 son b

des documents norf

VEI 60050(
Compatibjlité é

CEI 60068

CEI 61000-2-1:1990, Lompatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2: Environnement —
Section 1: Description de [l'environnement — Environnement électromagnétique pour les
perturbations conduites basse fréquence et la transmission de signaux sur les réseaux
publics d'alimentation

CEI 61000-2-2:1990, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 2: Environnement —
Section 2: Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la
transmission de signaux sur les réseaux publics d'alimentation a basse tension

CEI 61000-4-1:1992, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure — Section 1: Vue d'ensemble sur les essais d'immunité — Publication
fondamentale en CEM
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-11: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and
voltage variations immunity tests

1 Scope

This section of IEC 61000-4 defines the immunity test methods and range of preferred test
levels for electrical and electronic equipment connected to low-voltage po ypply networks
for voltage dips, short interruptions, and voltage variations.

exceeding 16 A per phase.

It does not apply to electrical and electronic equipment for c
a.c. networks. Tests for these networks will be covered by

electrical and electronic equipment whe
voltage variations.

2 Normative references

The following normative docux Qntai isiops which, through reference in this text,
constitute provisions o S . At the time of publication, the editions
indicated were valid. > are subject to revision, and parties to
agreements based_on secti IE 61000-4 are encouraged to investigate the
possibility of ap S ditighs of the normative documents indicated below.
Members of IEC and A€ i i

Q Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 1:
Description of the ®evivironment — Electromagnetic environment for low-frequency conducted
disturbances and signalling in public power supply systems

IEC 61000-2-2:1990, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 2:
Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-
voltage power supply systems

IEC 61000-4-1:1992, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 1: Overview of immunity tests — Basic EMC publication
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3 Généralités

Les matériels électroniques et électriques peuvent étre affectés par des creux de tension, des
coupures bréves ou des variations de la tension d'alimentation.

Les creux de tension et les coupures bréves sont provoqués par des défauts du réseau, de
I'installation ou par des changements soudains et importants de la charge. Dans certains cas,
deux ou plusieurs creux ou interruptions consécutifs peuvent se produire. Les variations de
tension sont causées par la variation continue des charges connectées au réseau.

Ces phénoménes sont de nature aléatoire et peuvent étre caractérisés en termes de déviation
a partir de la tension assignée et en termes de durée. Les creux de tensien.et les coupures

A

d'alimentation. Durant un court instant, les machines tournantes V¢
générateurs réinjectant de la puissance dans le réseau. \ \atén sont plus
sensibles aux variations graduelles de tension qu'aux chag
d'équipements informatiques comportent un détecteur

conséquent, la tension continue d'alime
inférieur a la tension minimale de

pas été reprogrammé.

En conséquence, différent
changements brusques\de

doit étre pratiqué e
spécifications d

Pour les besqg
s'appliquent:

présente section de la CEI 61000-4, les définitions suivantes

4.1

norme CEM fondamentale (ACEC)")

norme donnant les conditions ou régles générales et fondamentales pour la réalisation de
la CEM qui ont rapport ou sont applicables a tous les produits et systémes et servent
de documents de référence pour les comités de produit

4.2

immunité (a une perturbation)

aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un systéme a fonctionner sans dégradation en
présence d'une perturbation électromagnétique

[VEI 161-01-20]

1) Comité consultatif de la compatibilité électromagnétique (Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility).
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